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Ziel des Projektes ist die systematische Untersuchung des Risikopotentials auf elektroche-
mische Migration (Korrosion) von reparierten elektronischen Baugruppen unter Verwendung
bleifreier Lote und No-Clean- Flussmittelmischungen. Hierbei sollen grundlegende Erkennt-
nisse Uber die Beeinflussung des Migrationsverhaltens von Baugruppen durch Flussmittel-
mischungen in Abhangigkeit von Reparaturlotprozessen erlangt werden. Die etablierte Prif-
methode SIR-Test soll auf neue Prufstrukturen (SIR-Kamme mit schmaleren Linienbreiten)
Ubertragen werden. Die flr Schutzbeschichtungen bekannten und Ublichen Prifmethoden
ECR und EIS sollen auf den Nachweis der elektrochemischen Migration bei elektronischen
Baugruppen Ubertragen werden. Eine verminderte Ausfallquote elektronischer Baugruppen
und Systeme durch Vermeidung migrationsbedingte Schéaden rettet Wertschdpfung des Bau-
gruppenfertigers und festigt seine Marktposition. Insbesondere KMU haben einen grof3en
wirtschaftlichen Nutzen von diesen Untersuchungen, da es im Wesentlichen diese Unterneh-
men sind, die in Deutschland die Fertigung und Reparatur elektronischer Baugruppen durch-
fuhren. Eine Umsetzung innerhalb von max. 1-3 Jahren wird erwartet. « Veroffentlichung des
Abschlussberichts auf der Homepage des ISIT und des IFAM ¢ Integration der Ergebnisse in
GfKORR-Leitfaden < Einbeziehung aktueller Forschungsergebnisse in die Lehrveranstaltung
Oberflachentechnik des IFAM « Vortrage auf Konferenzen (z.B. GfFKORR-Tagung, FED-
Konferenz, SMT-Foren, Fachtagung der DVS/GMM ,Elektronische Baugruppen und Leiter-
platten EBL), ISIT- Seminaren, Fachforen (z.B. OTTI, Hamburger Lotzirkel), Technologietagen
(z.B. "Wir gehen in die Tiefe", EE-Kolleg), verschiedenen Arbeitskreistreffen « Publikationen in
Fachzeitschriften (z.B. PLUS) und Kennzifferzeitschriften (z.B. EPP, Productronic)
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